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(54) Title: DELAY ELEMENT MADE FROM A CUBIC CRYSTAL AND CORRESPONDING OPTICAL SYSTEM 

g (54) Bezeichnung: VERZOGERUNGSELEMENT AUS KUBISCHEM KRISTALL UND OPTISCHE SYSTEMS DAMTT 
ON 

O (57) Abstract: Centimetre-thick sheets or lenses made from calcium fluoride or barium fluoride with beam propagation in the di- 
^ rection of the < 1 10 > crystal direction or a main axis equivalent thereto, used as delay elements for the deep ultraviolet are disclosed, 
embodied in a stress-free form. The above is particularly suitable for microlithography at 157 nm. 

O 

O ( 57 ) Zusammenfassung: Als Verzogerungselemente fur das tiefe Ultraviolett werden Zentimeter dicke Platten oder Linseh aus 
J>- Kalaumfluorid oder Bariumfluorid mit Strahlausbreiturig in Richtung der < 110 >-Kristallrichtung oder einer dazu aquivalenten 
^ Hauptachse vorgeschlagen, die spannungslos eingebaut werden. Eignung besonders fur die Mikrolithographie bei 157 nm. 
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